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摘要(译)

公开了一种超声诊断设备，其能够动态地改变安装在子阵列中的定相电
路的焦点位置。换能器元件二维排列并构成子阵列。子阵列是二维排列
的并且构成阵列换能器元件。子阵列的换能器元件的输出被发送到定相
电路和定相电路。定相电路的输出通过耦合电路耦合。所有上述换能器
元件，子阵列，定相电路和耦合电路都容纳在探针手柄中。来自耦合电
路的输出通过探针电缆发送到主体的延迟添加电路。而且，定相电路由
控制电路控制。延迟添加电路的输出由信号处理器处理并显示在显示器
上。
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